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Analiza dokumenfﬁcyina _ -
Sprewozdanie zawiera wyniki badah odpornosci.pakiebu wejsé dwu-—
stanowych MCOZ2 na zakldcenia impulsowe nanosekundowe.
Pakiet MCO2 jest wersjsg pakietu MCO1 po rewizji R2. |

t

+

Tytuly popriedniéh sprawozdan -

A Badania zaktécalnobei 1 podwyzszenie poziomu odpornosci kasety
TNTELDIGIT PROWAY z ofmioma prototypami pakietéw. Okreslenie
poziomu odpornofci urzgdzeh. ~'nr-rej. 5439/85 -

2ogwW L .- :

- Podwyzszenie odpornosci i badania uzupeiniajgce, okreslenie
wptywu rozmieszczenia urzgdzeh w kasecie na poziom odpornosci.

_ - ax.rej. 5555/85. .. L
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%.‘Przedmiot badai .

Przedmiotem badan byt pakiet MCD2 /wejsé dwustanowych, 16 wejsé/
wedzug dckumenbtgeji ﬁr rej. 5607 /nr arch. 4655/.

-

2. Warunki badah i zakres

-

éadania przeprowadzono w zasbtawie jednokasetowym INTEIDIGTT FROWAY

zawierajgcym: / ‘

- Zasilacz MZ21 /Poprawiony z czujnikiem zanikdéw siegcli wg sprawozda-
nia nr rej. 5555/ . R

— Xaseta z magistrala kasety MF31/2 /drukowana dwustronna/

~ pakiet MW30 /prod. ZAP - bez numeru fabr./ \

~ pakiet MMBO /prod. ZAP - 86/01/003/

- pakiet MLBE} /bez oznsaczenia/ i

~ pakiet MC21 /prod. ZAP 85/12/002/

~ pulpit, monitor ekranowy ﬁV1664KSR, czytnik taSmy CT21004. 1.

Paxlet JACO2 wspdipracuje z pekietem wyjsSciowym MC21 pod kontrolg

programy testowego "Test pakietdw MC21-HMCO02 dla CzG 05.12.886".

Test wysterowuje wejbcia MCO2 przez pekiet MC21. Program sprawgza

odczy%ang informapj@'z'MGOE z informacjg zadawana. Konbrola obejmuje

stan staéyczny wejsé 1 stan dynamiczny wejdé /rejestir przerwai od

zboczy sygnatu wejsciowego/. W licznikach‘bl@@éw,zliczane sg biedy

ﬂtangw statycznych i biedy dynamigzne 04 zboczy sygnakdw wejsciowych.

Wykrywane zbocza|sg deklarowane w komunikacie testu i krosowang na

paklecie MC-02, Poprawna praca pakietu wystepuje Przy zZgyowych.

stafiach licznikéw bleddw. Zakres badania obejmowal sprawdzenie ]

L

odpornosci pakistu na Zakiéceniea 1mpulsowe nanosekundowe 5/50 ns

- pray Zaﬁlécanlu obwodu sieciowego kaséty /metoda SN10/ i

—- przy zakidcaniu obwoddw wejéclowych pakisetu /metoda SEI10/
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Dla pordéwnania wynikéw z wynikami poprzednich badah /sprawozdsgnie
)
nr rej. 5555/ wykonano badania dodatkowe z impulsami Zak%écaj@cymi

5/100 ns /Schaffner NSg222/.

%. Wyniki pomiaréw
3.1. Zaklécalnodé pracy bestu przy zakldceniach cbwodu sieciowego

kasety:

a/ impulsy 5/50 ns metoda SN0 , -

" - zakXbcane przewody fazowe 1 kV liczniki bledéw 0/0, zakiécane
SYSTEM,BIMO, RESET

- zakidcany przewdd ochronny ok.?éb V liczniki bieddéw 0/0, za-
kidcany S¥STEM

b/ impulsy 5/100 ns /Schaffner N3G222/
poziom impulséw ok. 760 V liczniki breddw 0/0, zakl. SYSTEM
0K.1300 V liczniki bleddéw przewasznie 0/0, .

zakibdcany S¥STEM, RESET.

1

3.2, Zakibcenla pracy bestu przy zakidcaniu obwoddw wejsciowych,

metoda 3E10

~ impulsy 5/50 ns 0,5 kV liczniki bigdéw 0/0, zaklécenia SYSTEM
BTHIO

1,0 XV liczniki bieddéw zwykle 0/0, zaklbdcenia
RESET - .

. N
= impulsy 5/100 ns 520 V  liczniki bleddw 0/0, zakidcenia SYSTEM

810 V  liczniki bledéw 0/0, zaklécenim SYSTEM
' RESET. 7

3.3. Zakibcany obwdd 24 V obiektowy metodg SN10, objawy zaklécenia
wystgpily przy impulsach:
5/50 us ck., 750 V liczniki bieddw 0/0, zakidcenia SYSTEM
ok. 1 kV  j.w. dodatkowe zaklécenia, RESET, BIMO
5/100 ns ok. 900 V liczniki bieddéw 0/0, zakidcenia SYSTHH
_ ox.1120 Vv j.w. i zakidcenmia RESET.

» ¢
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3.4, W celu éprawdzenia odpornosci .samych ukiaddw wejéciowyﬁh pakie~
tu zazkidcano wszystkie wejécia jednoczeénie: Wszystkie @Ejécia
zwéfte bezpodrednio na pakiecie. Kontrolowano stany rejestréw
dynamicznych paxietu /sygnaty INTL, INTH/.

Stwierézono, ze przy poziowie impulséw 2 kV 5/50 ns nie wyste-
puja zmiany rejestréw dynamicznych. : ‘

Przy zakiécaniu kabla wejSciowego pakietu metodg SEI0 dla
wejsé w stanie beszpradowym przy impulsach 5/50 ns 2 kV nie
obserwowano zmisn standéw INTL i INTH dla obu zboczy zadanych
1na krosach., 7

Sprawdzeni®e przeprowsdzono przy wyjetym pakiecie MM80. _

Typowym objawen zakidcen byly zmiany staféw lampek SYSTEM na
pakiec%f MW30, BIMO 1 WATT na pulpicie oraz wystgpowanie

RESETu systemowego. Stan licznikdéw bieddw rézny od zera obserwos

wgno w przypadkach wystepowania zakicen RESET, BTHO. .

4. Wnioski

-
-

1. Na podstawie przeproﬁa&zon&ch badad nie wofna okreslié Jjednozna-

cznie poziomu odpornoSci pakietu MCO2. Wynika to z faktw wystgpo--

wania zakiébced podstawowych ugzgdzeé kasety, a mianowicie paxie-—

toéw HMW30 i WW80. Zaklécenia pracy tych urzadzehd wystepuja przy

poziomach zakidcen nizszych od poziomdw zakldced przy ktérych

< wystepujg biedy w dziataniu pakietu HCO2 wykrywané przez test.
Poaierzone poziomy zakidcen, przy ktdérych wystepuja zakibcenia
pakietbow W30 i MMB0 sy zbliZone do poziomdw pomierzonych dla
prototypdw bLych pakié%éw przed poprawg ich odporno$ci /sprawozda—
n;e nr rej. 5555/. -Ogledziny pobwierdzity, ze na dostarczonych

!
‘pakietach nie wprowadzono zalecanych zmian i poprawek podwygsza—

-,

jacych odpornosé tych pakietdw.

- . % 5
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Przy uwzglednieniu powyiszych spwierdzehh mozna szacowad, Ze pa-

kiet MCO2 charakteryzuje sile nastepujacymi poziomami odpornosci:

- prey zaklécenig_bbwodu sieciowego kasety 5/50 ns metoda NS10
powyze] 750 V i bedzle ograniczony poziom odpornofci urzgdzen
podstawowych kasety ' .

- przy zakldcaniu wejsd pakietu 5/50 ns metoda SE 10 powyzej 500V
ale ponizej 2 XKV i moze byd ograniczﬁﬁy wpiywem usytuowania
.pakietu MCOZ2 wzgledem innych paﬁi?téw w kasecie.

Szacomane poziomy odpornoSci sz wygsze od poziému odpornosci dla

Poprzednie] wersji pakietu wejé&ciowego MCO1 [ponizej 190 V/.

W dokumentacji -pakietu nalezy poprawié bigdne rozwigzane g%laaowe
w czescl do%i_;dresacji i przerwan rys.46§iy5 /kcrespoddentka

OBY z 22.12.86 r./. ‘ . N

W DTR pakietu nalezy zmienié rysunek dot. gposobu Zagczenia pakietu
z oblektem. Zalecany w DIR sposéb lqézenia wejs¢é pakietu nie jast
zgogny z zaleceniami IEC. -,
Dokumentacj@ pakietu i IR nalezy uzupeinié informécjami O Progra-
mie wpilsanym do elementéw typu 3601 oraz zasadach doboru czaséw
filtracjl sygnatu wejsciowego /lub opdznien zboczy syghaldw wej-

$ciowych/.

Nalezy wprowadz®é zmiang w programie testowym w celu zmniejszenia
czasu peinego cyklu realizacji testu i wyrdwnania liczby zmian

dynamicznych wejsé s Aktualny.program wysterowuje wejscia pakietu
zgodnie ze stanami 16 bitowego- licznika. Stad zmiana stanu wejs-—

cla WE1S wystepuje 2z czestoscig 216 Trazy nizszg od zmian na

s
-

wejéciu WEO. -
Proponuje sig Bxrécenie licznika do 8 bitdéw i réwnolegie wystero-
wanie odpowiednich par wejsé, lub jednoczesne wysterowanie

8 wejsé 1 wyigczenie pozwostakych 8 wejsé.



.

Dodatkowo test nalezy uzupelnié o zadanie sprawdzania funkcji

obstugi przerwania pakietowego. ’

Dla zapewnienia powbarzalnosci 1 pordéwnywalnodci pomiardw KEM
dla urz%dzeﬁ INTEIDIGIT PROWAY proponuje sig¢ aby badania przepro-
wadzaé w zestawie Jednokasetowym o nigzmienianym wygosazeniu'bod—
stawowymn. Dotycay o zasilacza, magistrali kaséty, pakietu MW30
/MW32/, jednostki centralnej MMBO‘/lub W86/, pakietoéw pamigcl,
Pakiety powinhy mieé wprowadzone zmiany podwy%szajgte igh oedpor-

nodé na zak*dcenia.



